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747-2 amend. 2 © CEl:1993

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a

semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS

Rapport de vote

47(BC)1258
47(BC)1282

47(BC)1329
48(BC)1342

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent 0

vote ayant abouti a I'approbation de cet amendement.
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SOMMAIRE

Article amendé

Remplacer le texte de chapitre par ce qui suit:

Section | — Essais de type et essais individuels

Essais de type
Essais individuels
Méthodes de mesure et d’essais

W N =

Section ii — Essais d’endurance électrique

Exigences générales
Exigences spécifiques

N —

CHAPITRE V: RECEPTION ET FIABILITE

ormation sur le
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS Report on voting
47(C0O)1258 47(C0)1329
47(C0O)1282 47(C0O)1342
Full information on the voting for the approval of this amendment can nd in the

reports on voting indicated in the above table.
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CONTENTS
Amended clause

CHAR RAL

Add the title of the new clause 3 as follp
3 Marking of rectifier diod

CHAPTER
Add the title of t@
7.10 Forward recq
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APTER V: ACCEPTANCE AND RELIABILITY
Replace the text of this subclause by the following:

Section | — Type tests and routine tests

Type tests
Routine tests
Measuring and test methods

W =

Section |l — Electrical endurance tests

General requirements
Specific requirements

N -t



	
	
	

